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FTM-Lite NIR = Schichtdicken-Messgerat

KostengUnstiges und Hochprdzises
Schichtdicken-Messgerdt mit USB-Anschluss

Die FTM-Lite NIR Schichtdickenmessgerdte
benutzen die sog. WeiBlicht-Interferenz zur
berUhrungslosen und  zerstérungsfreien
Messung von fransparenten Einzel- und
Doppelschichten im Bereich von ca. 2-100
Mikrometer. Die FTM-Lite NIR Messgerate
sind speziell fur manuell ausgefUhrte und
einfach zu handhabende, aber dennoch
hochprdzise Schichtdickenmessungen im
Labor entwickelt worden.

TranSpec Lite NIR - Diodenzeilen-Spektrometer

FUr die TranSpec Lite NIR Spekitrometer (im Bild das untere Ger&t) werden ausschlieBlich
Spektrometerbausteine der Firma Carl Zeiss verwendet. Bei diesen Spekirometermodulen wird
der Eingangsspalt mittels eines holografisch erzeugten Konkavgitters auf eine Photodiodenzeile
abgebildet. Alle Komponenten des Spektfrometermoduls sind in einer Einheit fest montiert und
zueinander dauerjustiert, es sind also keine mechanisch bewegten Teile vorhanden. Somit ist ein
TranSpec Lite NIR Spekirometer praktisch wartungsfrei!

HSL Lite - Halogen-Spektrallampe

Zusammen mit den TranSpec Lite Spektrometern wurde die HSL Lite Halogen-Spektrallampe (im
Bild das obere Gerdat) speziell zur Schichtdickenmessung Uber den Anschluss eines zweiarmigen
Lichtleiters entwickelt. Die Spekirallampe besitzt einen integrierfen mechanischen Shutter zur
Dunkelstrom-Messung, der wahlweise manuell geschlossen oder vollautomatisch Gber das
TranSpec Lite NIR Spektrometer gesteuert werden kann.

FTM-ProVis Lite - Schichtdicken-Software

Die sehr einfach zu bedienende Schichtdicken-Software FTM-ProVis Lite verwendet einen
speziellen Fast-Fourier-Transformation (FFT) Algorithmus zur hochgenauen Auswertung der
gemessenen Interferenzspektren. Dabei wird die Schichtdicke in Echizeit bestimmt, kann in
verschiedenen Grafiken dargestellt und als Textdatei wdhrend der Messung ausgegeben
werden. Daneben gestattet FTM-ProVis Lite auch die Dickenbestimmung von Doppelschichten,
simultan aus einer Messung!

Technische Sperzifikationen auf der nGchsten Seite »
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Hardware- und Softwarevoraussetzung

e PC/Laptop mit wenigstens Pentfium-4

Windows XP oder Windows Vista

CD-ROM Laufwerk fUr die Installation

Grafikkarte mit wenigstens 1024 x 768 Pixel, 1280 x 1024 Pixel oder mehr empfohlen
Ein freier USB 2.0 Anschluss

Mechanischer Aufbau

e Tischgerate mit CE - Zerfifizierung und externem Netzgerdteanschluss

e Abmessungen (Hx B xT) - TranSpec Lite NIR : 140 x 160 x 280 mm - HSL Lite : 100 x 160 x 280 mm
e Gewicht - TranSpec Lite NIR : 3.4 kg - HSL Lite : 1.8 kg

e Externes Netfzgerdt fir 100/240 Volt (im Lieferumfang enthalten)

TranSpec Lite NIR - Diodenzeilen-Spektrometer

Industriestandard FSMA Lichtleiteranschluss fUr Y-Lichtleiter zur Schichtdickenmessung
Spektrometermodule der Firma Carl Zeiss mit holografisch erzeugtem Konkavgitter
Photodiodenzeile (PDA) mit 512 Pixel, keine Kihlung notwendig

Dauerjustierte Module, keine mechanisch bewegten Teile, wartungsfrei
Modulsperzifischer Wellenldngenbereich: circa 600 - 1020 nm

Modulspezifischer spekfraler Pixelabstand: circa 0.8 nm

Modulspezifische spekirale Auflésung: circa 2.4 nm

Absolute Wellenl&dngengenauigkeit: < 0.3 nm

Temperaturdrift: typisch < 0.005 nm / Kelvin

HSL Lite - Halogen-Spektrallampe

e Industriestandard FSMA Lichtleiteranschluss fUr Y-Lichtleiter zur Schichtdickenmessung

Integrierter mechanischer Shutter, manuelle und/oder automatische Steuerung Uber TranSpec Lite NIR
7 Watt Miniatur-Halogenbirne der Firma Welch Allyn, USA

Spekiraler Emissionsbereich: circa 400 - 1000 nm

Lebensdauer der Halogenbirne: circa 1500 Stunden

FTM-ProVis Lite - Schichtdicken-Software

Multi-Threaded MDI-Applikation fur Windows XP/Vista, Online-Hilfe, gedrucktes Handbuch in Farbe
Auswertung der Interferenz Uber eine spezielle Fast-Fourier-Transformation (FFT)

Neues Auswerteverfahren zur subpixel-genauen Bestimmung der FFT-Peaklage (Schichtdicke)
Genauigkeit: typisch +/- 0.005 Mikrometer, Reproduzierbarkeit: typisch +/- 0.002 Mikrometer
Echtzeit-Darstellung von Interferenz- und FFT-Spekirum, sowie Schichtdicken-Trendgrafik
BerUcksichtigung von Brechungsindex und dessen Dispersion (Dispersionskorrektur nach Cauchy)
Simultane Messung und Auswertung von Doppelschichten moglich

Spekiren-Rekorder fUr Protokoll von bis zu 22.500 Spekiren mit Datum und Uhrzeit

Schichtdicken-Messbereich

Der mit unseren FTM-Lite NIR Schichtdicken-Messgerdten grundsatzlich messbare Dickenbereich betrégt circa
2-100 Mikrometer, hangt aber wesentlich vom spekiralen Auswertebereich ab, der in der Software einstellbar ist.
Daneben bestimmen noch andere Faktoren den tatséchlich messbaren Dickenbereich, wie etwa der Brechungsindex
(und dessen Dispersion) der zu messenden Schicht.

Hinweis TranSpec ist ein in Deutschland eingetragenes Warenzeichen des Ing.-BUros fir Angewandte Spektrometrie,
Dipl.-Ing. (FH) Th. Fuchs. Alle sonstigen Produktnamen sind moglicherweise Warenzeichen oder eingetragene
Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller.
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